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seedl seed?2 seed3 seedd seed5 seedb seed7 seed8 seedd seedl0 seedll seedl2 seedl3

IRT 0.216 0.187 0.24 0.188 0.304 0.253
DeeplR  0.141 0.147 0.165 0.163 0.208 0.194

0.28 0.217 0.252 fail

0.269 fail
0.27 0.146 0.218 0.135 0.174 0.153 0.158

fail
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